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Pomiar potencjaléw elektrycznych pola lub
innych odbywa si¢ na og6! w spos6b elektroli-
tyczny w tzw. wannie elektrolitycznej. Znane
s3. jednak sposoby, w ktérych do tego celu
stosuje si¢ warstwy poélprzewodnikowe z pa-
pieru, tworzywa sztucznego itd.,, na ktérych za
pomoca czujnikéw pomiarowych wyznacza sie
linie ekwipotencjalne. Aczkolwiek zastosowa-
nie warstw poélprzewodnikowych do pomiaru
potencjaléw elektrycznych pola przedstawia
pewne zalety w poréwnaniu z wanng clektro-
lityezng. ze wzgledu na mniejszy naklad pracy
i czasu wymaganego do pomiaru, jednak wy-
stepuje przy tym caly szereg mniedogodnosci.
Szczegblnie niedogodng rzeczg jest to, ze w
tego rodzaju metodzie pomiarowej nie mozna
praktycznie przeprowadzi¢é pomiaréw 2z u-

*) WHaéciciel patentu o$wiadezyl, ze wspot-
tworcami wynalazku sa dypl. inz Kurt Ku-
tschera i dr Georg Mierdel.

wzglednieniem zjawisk przestrzennyeh. Poza
tym zaréwno w przypadku wanny elektroli-
tycznej jak i przy zastosowaniu pé6lprzewodni-
kéw mnie mozna uzyskaé dokladnego odtworze-
nia potencjatu elekirycznego pola na grani-
cach réznych dielektrykéw, ze wzgledu na
skonczong glebokosé elektrolitu lub grubosé
pélprzewodnika.
. Przy zastosowaniu sposobu mierzenia poten-
cjatu elektrycznego pola wedlug wynalazku,
przy ktérym na podlozu sg umieszczone elek-
trody wytwarzajace potencjal, a pole powstale
miedzy elektrodami jest wyznaczone -za pomo-
ca czujnika i wskazywane za pomocg o0dpo-.
wiedniego urzadzenia pomiarowego wezglednie
wzmacniajacego, unika sie wspomnianej nie-
dogodnos$ci przez zastosowanie jako podioza
materialu czulego na promieniowenie, .a. w
szczegblnodci materialu fotochemicznego.
Stosujac jako podloze taki material’ osigga
sie te zalete, ze przez ciggla zmiang natezenia



promieniowania mozna z latwoécia odiworzyé
wplywy przestrzenne na plaskim odwzorowa-
niu, zwlaszcza w przypadku pél zakrzywio-
nych,» a miahowicie ‘Przez mnapromieniowanie
materialu osigga sie ;pozadana przewodnosé
dla uksztaltowania potencjalu elektrycznego
pola. W celu otrzymania pozgdanego rozkladu
przewodno$ci zrédlc promieniowania moze
by¢ poruszane przy jednoczesnej zmianie na-
tezenia promienjowania lub zmianie szybkosci
ruchu. Mozna réwniez poruszaé odpowiednig
zastone przed zrédiem promieniowania. Mozna
takze material czuly na promieniowanie usta-
wia¢ ukosnie lub w pologeniu zakrzywionym
wzgledem rozbieznego zrodia promieniowania
i w tym polozeniu go napromieniowywaé. Ja-
ko promienie dla przygotowania podloza po-
miarowego stosuje sie w zalezno$ci od materia-
lu wszelkie promienie, jak mnp. promienie
Swietlne, rentgenowsfde itd.

Przy pomocy takiego ukladu mozna z lat-
woscig odtworzyé ma podlozu pomiarowym
granice pomiedzy obszarami réznych  dielek-
*trykow przez ostre odgraniczenie obszaréw
o0 roéznej przewodnoSci dokladniej niz w zna-
nych podlozach pomiarowych np. p()lprzew?d-
nikowych, poniewaz uczestniczaca w pomia-
rze warstewka pomiarowa moze byé znacznie
ciefisza niz 'w znanych dotychczas wukladach.
Na przyklad stosujgc warstewke fotochemiczng
mozna osiggnaé grubosé 10 (. lub nawet mniej.

Inna zaleta moze by¢ osiagnieta, jezeli ajp.
w przypadku materialu fotocchemicznego war-
stewka- zelatyny, znajdujaca sie¢ pomiedzy ziar-
nami srebra, ma - wigkszg przewodnos¢ elek-

tryczng niz w zwyklym materiale fotograficz- -

nym lub tez jest zastgpiona przez inng war-
stewke o lepszej przewodnosci elektrycznej. W
tym przypadku mozna sporzadzi¢ podioze po-
miarowe dla najrozmaitszych celéw i réznych
ukladéw pomiarowych o pozadanej przewod-
nos$ci podstawowej.

Wynalazek jest blizej wyjaSniony przy po-
mocy dwoch szkicow, podajacych zasade wy-
_nalazku.

Fig. 1 przedstawia odwzorowanie kondensato-
Ta kulowego, dla’ ktérego pomiar rozkladu po-
la ma byé przeprowadzony na podkaldzie 1
z materialu czulego na promieniowanie. Kon-
densator ma rézne dielektryki, natomiast fig. 2
wyjasnia w' jaki sposob jest przygotowany ma-
terial czuly na promieniowanie dla pomiaru

. 2 Sposéb wedlug zastrz. 1,

potencjalu elektrycznego pola, a mianowicie
material, ktéry dla uproszczenia dalszych roz-
wazal mozna przyjaé jako material fotoche-
miczny. Na fig. 2 jest uwidoczniony wykres
przewodnosci papieru fotograficznego w punk-
tach oznaczonych na fig. 1 literami A — E.

Mozna postepowaé w ten sposoéb, aby obszar
A — B pozostawal niena§wietlony, natomiast
obszar B — C byl naéwieﬂahy. punktowym
érédlem s$wiatla przy uko$nym ustawieniu pa-
pieru $wiatloczulego. Obszar CD jest naswiet-
lony podobnie jak BC ale $wiatlem o mniej-
szym natezeniu i wreszcie obszar DE pozestaje
nienaswietlony. W ten spos6b otrzymuje sig
na plaskim podiozu pomiarowym rozklad prze-
wodnosci, ktéry uwzglednia jako odwzorowa-
nie wplywy przestrzenne na obiekt badany,
Roézne przewodnosci otrzymuje sie jak wiado-
mo na skutek zredukowanych ziarn srebra w
papierze fotograficznym w zaleznoSci od una-
tezenia Swiatla przy naswietlaniu.

Zastrzezenla patentowe

1. Sposéb pormaru poﬁencJaléw elektrycznych
pola, przy ktérym na podloze naklada sie
elektrody wytwarzajace potencjal, a pole
powstajace miedzy elektrodami ~wyznacza
sie np. za pomoca czujnika i uwidocznia za
pomocy odpuwiednich urzadzen pomiaro-
wych lub wzmachiajacych, znamienny tym
ze jako podloze stosuje sie material czuly
na promieniowanie, w szczegblnosci ma-
- terial fotochemiczny. _

znamienny tym,
ze materiat czuly na promieniowanie przed
pomiarem poddaje sie przez oddzialywanie
promieniami zmianom przewodnosci elek-
trycznej dla odwzorowania réznych dielek-
trykéw lub wplywéw przestrzennych aibo
innych czynnik6w, przy czym miejsca ma-
terialu, dla ktérych zmiany s nie pozada-
ne, na przyklad zastania sie.

3.Sposéb wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ze dla uzyskania <cigglej lub ' stopniowo
wzrastajgcej zmiany przewodnosci, podloze
z materialu czulego na promieniowanie
ustawia sie podczas mnapromieniowania w
pnlozeniu nachylonym lub zakrzywionym
wzgledem Zrédia promieniowania.
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